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A

. Zestaw do badan jest dalej nazywany testerem.

Przedmiot zarozen konstrukcyjnych

v

Przedmiqtem zatozen konstrukcyjnych jest moduiowy, mikro-

komputerowy zestaw do badahia pakietow mikroprocesorowego
’ /

regulatora EFTRONIK-M: .
Paklet wejsé oblektowych ADF - wyk.konstr. U484—BOO6 100

Pakiet przet arzanla AC - wyk.konstr. U484-BO07~ 100

—Paklet przetwarzanla CA i wyjé¢ obiektowych - Wyk Konstr.,.

U484~B005~100

N ‘ .
-Pakiet sygnalizacji awarii SA - wyk.konstr. U484-B0O08-100

AN



2. ZazoZenia wstepne

2.1. Tester powinien\zapewnié_przeprowédzenie W tyybié aufomaf
tycznym badan modurdw zgodnie z tablicag 1.l
,Przedmiotem badah powinny byé_pafametry okreélone w Tym-
czasowych Warunkach.Technicznych dla_poséczegélnych pa-—
. kietéw a warunki badat powinny byé zgodne z wyzeJj wymie-
nionymi TWT. | . ‘ _
W zakresie badan wlaggoéci dyhamicznych prbbénuje sie
aby w zamlan pomiaru czestotliwogbi granicznych wg pkt,
" 5.3.2.7.a "TWT.Ongne wynagania i badania." byly dokony-
wane pomiéfy czasu‘dstalania si@ ﬁedlug pkt.5.3.2.7.b.
Md to né.celu wprowadﬁenie pomiardw czasu ué?alania si¢ .
sygnaiu wyjéciowego w migjsce poniardw czestotliwéécio-

wych trudnych do zautomatyzowania.
T . /



Tablica 1

-

Zakres badah

|-~ oo s T e s s e s = = e = e = =T
le. | Nazwa badania | ADF, 4AC [, CA | SA I

A el e e s e - il B e T |

1 [ g I ] | | |

ey Sprawdzenie poboru praddéw zasilania L+ 1+ b+ b+

| | ' oo l N R |

! 2. | Sprawdzenie wymagan funkcjonalnych | o+ r+

| 3. Sprawdzenie bzedu podstawowego I+ 1+ I+ 1 |

|’ | X . | l | ! !

| 4. ; Sprawdzenie bledu dodatkowego od I b I i !

[ . - I | | I I
| ‘: zmian nap?ecia zasilajgcego T I i r Fo

i ' ) I I | ! I

L : Sprawdzenie biedu dodgtkowego" 1 I B [ ol

! | od zmian rezystancji obciaz.. : + : : + : :

I . o :

: 6. | Sprawdzenie bXedu dodatkowego od : : : : :

| - ’ - .

I i zakidcajacego nap.wspbdlmego by L

1y - ' l x ! 1 |

I 7., Sprawdzenie zawartosci sktadowe] T I ! L
[ S ! l I | i

| : zmienne] w sygn.wyjsSclowym - 0 * ot |

I I : l ! ! I ]

; 8. | Sprawdzenié witasciwoscl dynamicz-— I I <1 i I

! I nych ! + l + by ! :

| | [ | I | |

'__.L_..._.__..._.._.__._._.._.__.._._._..__..._l..__l_.__o_..'.._._.l_.___!,

F - sprawdzenie wymagan funkcjonalnych o .
\ .
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P azwe MPLLGCAT T

%, Opis budowy 1 zasada dziatania testera

~

Tester zbudowany Jest z nastepujacych blokdw funkcjonalnych
/rys.A/s -

T a/ Mikrokompubter wraz z urzadzeniami we-wy oraz

~

sprzezajacyni ‘zgodnie z pkt.%.1.

-~ " b/ Zasilacz testera

\ ¢/ Zzsilacz programowany B
d/ Zadajnik sygnaidw
e/ Woltomierz cyfrowy 2 wyJjéclem sygnaiowym cyfrowym

£/ Blok pakietu ADF,AC,CA,SA lub blok autotestu.

5.1M“Mikrokomputef ‘ ) ;

Stosowany jest mikrokompube:TMSM firmy IMPOL w nést@puja-

~

cejigohfiguracji : .. ' ’-
Jednostka centralna  MSM-CPUSO
Klawiatura - MSM-EASCIT
Monitor 42" - ' MSM-MD~2
Pamieé 8x8k ) ‘ MSM-USMB

© Interfacé do drukarki DZM - MSM-DIO-55-14

Jednostka ster do-dyskow MSM-FLOFC~1

Driver do dyskéw

WE/WY cyfr.ITL : : MSM~D10~55~2 y
WY cyfr. | © HSM-DO-24V=1
WE cyfr. /  MEM-DI-24V-1

, Pakiet przerwan _ MS}M-IISC~14

Ponadto zestaw zawiera inne niezbedne elementy Jjak obudowa,
zasilacz, akcesoria itp. |

Zgodnie z za%.1.

Przewiduje .sie mozliwos¢ dokgczenia drukarki typu D100

prod.MERA-BLONTE. - ‘ ! Q?L

\

L errh et &~ w




%.2. Lasllacz testera

Zasilacz testera ZT stuzy do zasilania blokdéw Ffunkcjonal-

njch testera i ddstarcza'nastepujch naplecia zasilajgce

~

state:
29V + 1% . 1,54 ‘
18% + 1% 14 )
8V + 1% 74
-8V + 1% 14

Ponadté zasilacé doétarcza napiecie niestabilizowane
state 247 0,5A. | |
Jdest on zgsilapy népieciem 220V,50Hz.

Zééilacz generuje sygnai pojawienia si@.chwilowegg zaniku
napi@cia zasilania. -

%.%, Zagllacz programowany

Zasilacz prdgramowény'ZP siuzy do wytwalrzania programowa—
. ' nych napigé zasilajgcych dla pakietu badanego.
Do obwodow zésilajacych wigczone sg ‘elementy rezystancyj;
- ne umozliwiajgce pomiar poboru prgdu prazy bomijalﬁie mazym
spadku napiecia w.stosunku dé wértoéci napiecia zasilajgcego.

Parametry napiegé progrémowénych przedstawiono w tablicy 2 «

Tablica 2

"NGuTnE1Re ™~ “WarfodeIl ~. " T T T T T T T T T T T T T/ Dokxy T PrgaT T 7
| napiecie | . programowane % | % lmaksymalny!
| zasilania | - : h | Voma. !
e
M-I 100" 110 . W05 1 20
' c+15 95 99 00 . 101 - 105 1 0,2 100
po#12 95 00 - . 105 ; 0,5 | 100 |
I +5 I ' 50 90 100 - 110 |, 0,5 | 14 I
I =15 ! 95 100 105 4 0,2 ! 100 !
1 ! | y !
e it dh i e e e = = - |

Sterowanie + 12 wejsé sygnatéw dwustanowych.

Zasilanie : z zasilacza jak w p.3.2. . é?
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4, Zadajnik sygnaidw analogowych

_ @adajnik sysnaibw analogowych ZA stuzy do wytwarzahia do=-
k*adnych analégowych sygnatéw wejsciowych dla bakie%u testo-
wanééo. . '

W‘bloku ZA wytwanza sig¢ rdéwnlez napiecie Wspélne yzakléca~
Jace/ 220V 50Hz i podajé na odpowiednie punkt§ ukadu ba—‘“
danego. ) , |

W tablicy 3 przedstawlono parametry realizowanych sygna-—

Xoéw wyjsciowych zadajnika.

i Tablica 3

“““““““““ I A At
Zakres sygnatu I Max.wartosc ‘sygn. : Dopuszczalne
T . - : obcigzenie

________ ‘...._..l._....................._...........l__l._......_..'.._........_........
OveoobmA I 5,5 mA I 500 om
O..!.10m4 D m : 250 om
0....20ma N 22 mA ! 125 om
. I |
O....50mA . 55 mA 1 50 om
Ovead5V : 5,5V : 10 kom
0.%. .10V, - 11V ] 1 kom

. 1 ]

.—.'-—--—-—-—-—————-—_'-—-—-—-—u-—-—-—_—-.———-._—-.—-—-n—-.—--—

Rozdzielczosé naétaw O,ﬂ%\maksymalnéj wartosci sygnalﬁ'
Bszwzglgdna niedokiadnosé £ 0,2% cm M .
Stabilnosé krdétkotrwa-

_ta 1 min. nie gorsza nis .

0,02% ' ’ : ST -‘"~— "--
MoZliwoéé wprowadzenia szeregowej skiadoweg zmiennej 50Hz
o) amplitudziqi?B%,maksymalnej Wérﬁoéci sygnaiu,

Mozliwo$é WpféWadzenia sygnalq.wspélnego zaktbdcajacego

220V /+10,-15%/, éOH%.




2.5,

-= wmartosé! sygnatu wejsciowego;

Sterowanie:
¢

= zakresu sygnatu wejsciowego zgodnie z tablicg 3;

/ .

- waptoéé?skladowej zmiennej szeregowej 50HzZ;

~ wartosél sygnatu wspOlnego zaktbcajacego 220V, 50Hz,

Sygnaty sterujgce: 16 sygnatdw dwustanowych. |
|

Wyjscie trdjzaciskowe :\4WE, -VE, punkt- wspdlny.

Woltomierz cyfrowy - < S .

sygnazu moze byé dokonany pdprzezicyfrowe sygnaty informa-—

!
szewiduje sie zastosowanie woltomierzg cyfrowego typu

V 542.1 prod.MERATRONIK #Wiia. '

Wybor zakresu‘ppmiarowego,-filtru mejsciowego oraz pomiar

cyjne i sterujace.

Sterowanig : 6 sygnaléw sterujgcych TTL

Odeczyt : 27 sygnaiéw informacyjnych TTL

N

Podstawowe parametry:

_Zakresy pomiarowe 100mvV, 1V, 10V,100V,1000V

Przekroczenie zakresu -+19,999%

Uchyb podstawowy + 0,02% . U, + 0,0027%, U,

gdzie UX ~ wartosé mierzona,,UZ - zakres pomiarowy

Rozdzielczosé "~ 0,001%

-~

Czas trwanila pomiaru -~ 240 ns

‘aksymalne napigcie miedzy

ekranem ochronnym a obﬁdowq 250V,

N\
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3.6+ Blok pakietu

Zestaw zawiera wymienne bloki pakfetu
BP ~ AﬁF,
BP - AC
BP - CA
BP - SA. ' -
Zadaniem bloku pakietu BP jest :
~ doprowadzenie do pakietu badanego wszystkich niezbe-
dnych sygnatdédw zardwno od strony ziacza poéredniego
pakietu jak i ziqczé obiektowggo pakietu;
- dotgczenie p@powiedniego obwédu pomiarowego do wol-
tomierza pyfrowego i )
- przetworzenie skiadowe]j zmiennej w sygnale wyJjSciowym
pakietu na sygna staiopragdowyy ‘
- prébkqwanie i pamiétanie sygnatéw wyjsciowych w trakcie
badaﬁ dynamicznychs ' '
- dotaczenie wtasdciwych obcigzed do obwoddw wyjsciowych
: pakietu,‘ ‘ )
Ponadto Elok pakletu zawiera stanowisko nagrzewania dla
pakietow przed wykonéniem testu. Stanowisko nagrzewania
- zawlera diodowy wskaznik sygnalizacji upiywu nieZBédnego

¥

czasl hagrzewania,

!

Ilos¢é sbanowisk pakietdw wigczanych do nagrzewania jest

dobrana wg kryterium: .

0 = INT ‘czas nagrzewania wstepnego ) .1
czas kompletnego testu pakietu

ofaz 1 <ng 3




W sktad bloku BP wchodzi - ukiad prébkujqco-pami@taJQCy

"0 parametrach:

Zakres napiecia wejéciowego \ _O - 11V
Wzmocnienie néﬁiééiowe - L W/
'Czas proébkowania 100ps -
Uchyb pamietania - 0,1%/1s
Uchyb statyczny . | - 0,2%;

- .uktad przetwornika ac/dc wartoscil skubecznej o parame-

trach :
Zakres naplecia weJjéciowego f.BOme
Wzmocnilenie. o . - ov/v N
Pasmo 3dB " qokHzZ
- Uchyb przetwarzania , \ e l

~ ukiady komutacygjne o parametrach:

Pruatoéé /ilosé zadziatan/ nie mniejsza niz 407

Rezystancja przejéc;a‘ ‘ ‘ ‘ £0,2 om

Céas zadzialania _ \4 5 ms
Rezyst’ancja izolacji ‘ - p- 1000 Mom., -
Wyérzymaloéé elektryczna izold%ji 2~ 500V,50Hz

Blok gutotestu

5-7.

~cyfrowych dla kontroli pakietéw_zestawu komputerowego.

Zadéniem bloku autotestu BT wymiennego z blokami- pakietdw
BP jest umozliwienie kontroli popraﬁngéci,pracy testera,
Blok autotestu BT umozliwia pomiar napigé zasilacza \
programoﬁanego ZP przy nominalnych obcigzeniach,pomiar -
sygnazéw analogowych ZA oraz prawidiowosé wskazahd wolto-
mierza cyfrowego. '

4

Blok testujacy transmituje rdéwniez kombinacje sysnaklow.
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5.8. Konstrukcja

Konstrukcja %éstera sktada sie z nastepujacych elementdw:
a/ Kongtrukdjé—zestawu mikrokomputerowego MSM - wg roz-
. wigzania firmy- INPOL
. b/ Konstrukcja testera : modulowa w obudowach ZDB produ—
kcji MERATRONIK lub w kasetach produkcji ZAP zgodnie )
z rys.2. '
Zawartosé kasety 1 : Blok pakietu BP, pakiet téstowany,
pakiety wygfzewane wstepnié. |
Zawartosé kasety ? : zadajnik sygn.analog.Z4,
) zasllacz programowany ZP.
,Zawarfoéé kasety % : zasilacz testera ZT.
Blok BP wymienny doigczany przy pomocy zigcz szufla-
dowych.‘ ‘ - .

c/ Woltomierz éyfrowy V542.1. ‘ . 4

Uwagi dodatkowe '

1. 7 uwagl na napiecie 220V,50Hz\pojawiajqce sie w trakcie
testdw na plytkac@ pakietéw bédénych?plytki te sa nie-
dosteppé‘dla obstugi testera. | ' |

2. Z uwagl na zZuzywanie sie zlaéz pakietow testowanych
ziacéa te beda wymienne przez posrednictwo prytki i

ztacza dodatkowego.

4
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4, Wzasnoscli funkcjonalne

4.2,

-

W przypadku'pojawienia sie sile chwililowego =zaniku napie-

..4.1. Tester realizuje nastepujgce funkcje:

- uruchamia automatyczny\program kqmpletnego badania
pa&letu wg zakresu badan jak w tablicy 1,
- wykepmuje wybrane badanla z tablicy 1,
- poaaae wg wyboru
- ogolna ocehe- badan /dobry/zxy/, .
- gzczegélowe wyniki badafi,
- przechowuje wyniki szczegolowe.na dysku elastycznym,
- wyniki sg przégtawiane wg wyboru ‘
- pg'moni%orze, |
- na monitorze i drﬁkarce W pizypadku dotacze-
nia drukafﬁi D100 ' ' | |

Szacunkowe czasy kompletnychibadaﬂ pakietu

Pakiet ADF ~ ok. 600 s
Pakiet AC - ok, 30 s
Pokiet CA - ok, 30 s i
" Pakiet SA . ok, 30 s

4

cia zasilanla pojawila sie akustyczna i optyczna sygnali-
zacJja.
Warunki pracy. ‘ ' \

Warunki odniesienia

Temperatura otoczenia h . 2500 + 2
Wilgotnosé wzgledna - ‘ '45 - 75%
Cisnienie atm. . 86 - 106 kPa

Wapiecle zasilania 220v /+10,-15%/,50Hz~

brak zanikéw napilecia

ya



'
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~

Pola magqetjczne' ' Dopuszczalne tylkolpole ziemskie
Wibrecje i udary - ‘ - Brak

e . .
Czas nagrzewania : 15 min.

Warunki normalne uzytkowania:

Temperaturalotécienia ' +10 do +40°C .
Wilgotnos¢ wzgledna . 30 -~ 80%
Cinienie atmosf. 86 - 106 kPa
Bapigcie zasilania - 220V/+10,-15%/ , 500z
<Pole maghetyczne . \Dopuszcza}ne tylko pdle ziemskie
Wibracje i udary | 'Bpak. | '
\

A5



5. Zatozenia na oprogramowanie dla moduiowego zestawu do

-

badan pakietow.
5.1. Zatozenil ogdlne ¢

Oprogramowanie powinnﬁ zapewniaé prace testera zbudowa-
nego w oparciu o modulowy systém mikroprocesorowy MSM
produkeji firmy IMPOL, zawlerajgcy P stacje dyskow elasty-—
cznych‘oraz‘monitor; Tester 'moze. byé uzupelniopy drukar-
ka D100. : - -
Oprogramowanie jest zreafizowane na bazie sysﬁemu ope~
racyjnego IMPS oraz imﬁé;pretera MBASIC. -
Oprograhowanie testera powinno zapewniaé dziatanie
testera:w jednym 2z p;@ciu rodzajéw pracy :
1. Autodiagﬁost&ka systemu,
12. Programowanie testéw pakietéﬁ:,
3. Testowanie - praca ciggla /kompiet testéw. dla da= -
_nego pakiétu/, ' ‘\
4, Testowanie '- praca krokowa /wybrany test dla danggo
‘pakiétu/, .

5. Wyznaczanie bleddédw dodatkowych.

W zakres dziatania przy wybranym rodzaju pracy 1

@chodzi: ) |

- Przeprowadzanie.ﬁestéw,wiesnych ukzadow pomiarowych
oraz 4rbédel sygnatdw przeé odpowiednie taczenie petli

pomiarowych ; o \ ‘

. - sprawdzenie napieé zasilaniaj

~ gprawdzenie komutatora.



S

\

Zakres dziatania przy wybranym rodzaju pracy 2 obejmuje:

Zaprogramowanie testow w zakresle nastaw wymuszeﬁ,

dopuszczalnego przedziainu odpow1ed21 zwiok - czasowych;

Okreslenie sposobu reakcgl na przekroczenle/blokowgnle-

dalszej pracy, alarm,komunlkat na konsple/

Okreslenie sekwencji sygnaidw;

I

Dla pakietow wielokanatowych okreélenie sekwencji

kanazdw,

Zakres dziatania przy wybranym fbdzaju pracy 3 obejmuje:
- Przeprowadzenie kompletu testdéw dla danego pakietu;'
- Podanie oceny dobry - ziy; )

- Przeskanie ﬁebrénych danygh-s%e%yeanyehrdo pamieci
\masowej /dysk/.:

W Bakres dziatania przy, wybranym rodzaju praéy 4 wchodzi:
- Przeprowadzenie wybranego testu dla danego pakietus
- Powtarzanle danego testu dla kolejnych egzemplarzy danego

typu pakietu; .
~ Przeprowadzanie kolejh§ch testow zgodnie z programem
;. wybranym uprzednio przy nastawilonym rodzaju précy 2
Przy wybraniu rodzaju préqy 5 nastepuje wyznac#énie bieddw -
poszczegdlnych charakterystyk w stosunku do pomiardw odnie—
sieﬁia, przy czym opérator Eécyduje o tym ktéry cykl pomia-
réw nalezy przyjaé za pomiary odniesienia. |

52, Struktura oprogramowania

Strukture oprogramowania przedstawiond na rys.3. Pracé
testera zarzadza prograﬁ IASTER zapewniajacy swobodny dos-
tep do programdw realizujgcych pbszczegélne rodzaje pracy;
oraz komunhikowanie sie z operatorem. Umozliwia on féwpiez
wyprowadzenie wynikow na wybrane urzgdzenie zewnetrzne

I 00 |
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/drukarka,monitor/.

’

Program MASTER .stuzy rdéwnieZz do wprowadzania daty, ktérq -

opatrywane beda wyniki wszystkich przeprowadzanych testéw,

- Podprogramy- badan pakietéw i autotestéw przed pomiarami

sprawdzajg poprawnosé podlaczeﬁfsprzetdwych /zgodnosé
bloku-pakiétu Z wybranym prograﬁem teétowym/.

Dla sygnatodw 220V,50Hz spréwdzany jest obwdd bezpieczenstwa.
Podpfogramy ustalenia programu badai/rodzaj pracy 2/
pozwalajg na okreslénie autotestdéw dla poszczegdlnych
pakietéﬁ ﬁestu; oraz na okre$Slenie testdw dla pakietow

badanych. Przeprowadzane jést jednoczesnie sprawdzanie
¢ A

_czy za@ané parametry proéby sg dla danego pakietu dozwolo-

ne, W przypadku przekroczenia dopuszqzalnégo zakresu poda-

ny paramétr nie Jjest aﬁceptowany i .zostaje .wygenerowany

odpowiedni komunikat. ) |

Podprogramy badan pakietdéw przed wykonaniem testu pobiera-

ja dane identyfikééyjne‘egéemplarza,/np:ﬂumer fabryczny,

symbol testu dodatkowego/. -

Nastepnie zgodnie z wybranym rodzajem pracy 3 lub & za pomocy

podprogaméw uzytkowych przeprowadéajg sgpéwdzania poszcze-

gbélnych parametrdw. _ 7 -

Podpfogramy uzytkowe siuzg do :

- tworzenla wymagane] konfiguracji testera /obsldga
komutatora/, .

~ ustawiania w&magapych napieé zasilania,

~ wigczania.~ wylgaczania sktadowej zmiennej 220V 50Hz,

-gWigczania szeregoweg sktadowej -zmiennej,

- pomiaru czasu,

v~ kontroli obecnosci -wxiésé pakietu,
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~ sterowanie obcigzeniami wyjé¢ pakietow,
- zadawanle wymuszen analogowych, -
- zadawanie wynmuszen dyskretnych,

~ sprawdzania wyjéciowych sygnatdéw dyskretnych, .

Po przeprowadzeniu testu wyniki wraz z numerem identy-

fikujacym pakiet oraz symbol prdby przesyiane sg do

pamigci masowej. - .

Programy wraz 2 obszérem danych zajmuja do 26 k bajtow

pamieci z podziatem : 20 k bajtow program, 2 k baaty
N
obszar danych oraz 4 k bajty rezerwa.

AN

Program MASTER naplsany Jest w Jezyku BASIC.

Podprogramy uzytkowe wymagaggcemduzegupr@dkosoi dziatania

napisane sg w kodzie maszynowym, pozostate w Jjezyku

BASIC.

AY




Zatacznik 1

Specyfikacja zestawu mikroprocesorowego MSM firmy IMPOL
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MSH-CE~1
HSI-SPS—1
MSH~SR-1 .
MSH-KASCIT
MSH-MD=2.

MSM-CRIC—2

\

MSM-CPU-80-ZkB .

MSM-USME-@KD

MSM-R-8K "

MSM-DIO~55-14
MSM~-DIO-51-1
HSM-DI-24V-1

MSM-DO=24V~1
MSM-ITSC—14
MSM-FLOPG
HSH-DIO-55-2
MSM~EXT~
MSM-KACAB
MSM~MDCAB
MSM-DZMCAB
MSM-DOPS-D
MSM~E-2K
MSM-BASIC-INT~D

MSK-1 stacja SPD 25-2

SN A

\

B N N N Y A G U R G U o' RN A G G GRS SRR

~

L N ' I L. G
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CZESC KOMPUTEROWA

@

INT MONITORA

L S e T =)

l 220V, 50Hz

CZESC POMIAROWA

ZASILACZ TESTERA

CRTC-2
WE/WY rownol.
gagoun
poogno
aap oao DID-55-14
INT DYSKIETK(
e

FLOPC ~{

MIKROKOMPUTER ' 3 ZT
IMPOL |
MSM : ! !
L
}  EAh SEonany = | _
WEIWY 77 — . :
o e T | ] it Stanowiska Pakiet TEST
i0-55-2 — nagreewana Pakiet TEST
l [ pokjet TEST
I : ‘ ;
ZADAINIK “SYGN.
WY CYFR - .
_»| ANAL0G. .
[ ZA . BLOK
D024yt | PAKIETU
BP
l
WE CYFR
| : . PAKIET .
| = = TESTOWANY
DI-24V-1 I -
WEMwY cyfr TTL l .
| WOLTOMIERZ
== CYFROWY WE
D10 - 55-2 Ve © —it
Rys. 1  JSchemat blokowy festera
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h=550mm dla zesfawu ZDB
h=420 mm dla kaset ZAP Osfrow Wikp.

Rys.2 Konstrukga testera — czgsc pomiarowa.




Wyznoczonie

| dodatkowych

a8
N
v/ MASTER
c
4
' ' Z
] L T I
Autotesty Programowanie - Bodonig
badon’ .
Tryb1 Tryb 2 Tyb3  Trybd
i :'( A
I 11— 1
' TE L
<;;_ Au;ocz‘esf % N /e’zf i N
| Aut Test
C:: /IUEC"‘I;BSZL <1r 4> gj : Q
\_utotest Test l N
QZI aE. [ W a0F | Y
f A T 1
<=lAlS‘ zfesz‘ % N ;Zz‘ ! N
IO | i I i
| "
’ l 4
| bomiec porometrow |
| tesiow | Podprogramy
L | uzytkowe

Rys. 3. Struktura Oprogramowanq - modutoweqo

zestowy do festowarva  pakiefow regulatora EFTRONIK-M




	Page 1

